
ＩＧＢＴ用パワーサイクル通電試験装置

パワー系半導体デバイスは大電力の高速スイッチングが可能な半導体素子として各分野での用途も多く、

これまで以上に高効率化、高信頼性が求められています。

本装置はパワー系半導体デバイスの一種であるＩＧＢＴについて、ＯＮ／ＯＦＦ動作に伴う温度変化から発生

する応力への耐久性を試験するシステムで、 各種試験モードにより温度変化を繰り返すことにより、 繰り返し

疲労によるチップ接合面のクラック剥離に至る過程を再現し、信頼性評価を行っていただけます。

～装置外観～

～試験モード～
＜ΔＴＪ定電力試験＞

設定した時間に基づき、 試験試料のＯＮ／ＯＦＦを繰り返します。

設定した、 電力値を試験資料へ印加します。

比較的急峻な温度変化を伴う試験モードです。

＜ΔＴＪ定電流試験＞
設定した時間に基づき、 試験試料のＯＮ／ＯＦＦを繰り返します。

設定した電流値を試験試料へ印加します。

＜ΔＴＣ定電流試験＞
設定した温度に基づき、 試験試料のＯＮ／ＯＦＦを繰り返します。

設定した電流値を試験試料へ印加します。

比較的ゆるやかな温度変化を伴う試験モードです。
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パワーサイクル試験装置のシステム構成

パワーサイクル試験装置の仕様

カスタマイズ

詳細は詳細は
コスモ情報システムホームページをご覧下さい。

http://www.cosmo-info.co.jp/

対 象 デ バ イ ス

試 験 項 目

通 電 パ タ ー ン

通 電 時 間

通 電 電 流

サ イ ク ル 数

冷 却 方 式

計 測

異 常 検 出

そ の 他

Ｉ Ｇ Ｂ Ｔ （ 最 大 ８ 試 料 ） 等

Δ Ｔ Ｊ 定 電 力 試 験 ・ Δ Ｔ Ｊ 定 電 流 試 験 ・ Δ Ｔ Ｃ 定 電 流 試 験

時 間 モ ー ド （ Δ Ｔ Ｊ ） ・ 温 度 モ ー ド （ Δ Ｔ Ｃ ）

１ ～ ３ ６ ０ ０ 秒

～ １ ０ ０ Ａ （ 最 大 ） 定 電 流 モ ー ド （ 開 放 電 圧 ： ～ ３ ６ Ｖ （ 最 大 ） ）

１ ～ ９ ９ ９ ９ ９ ９ ９ 回

強 制 空 冷

Ｔ Ｃ m a x ・ Ｔ Ｃ m i n ・ Ｖ Ｃ Ｅ （ * 1 ) ・ Ｉ Ｃ （ * 1 ) ・ Ｖ Ｇ Ｅ （ * 1 ) ・ Ｒ t h 等

Ｔ Ｃ ・ Ｉ Ｃ ・ Ｖ Ｃ Ｅ ・ Ｖ Ｇ Ｅ ・ Ｒ t h 等

熱 抵 抗 測 定 ・ 試 験 結 果 Ｆ Ｔ Ｐ 転 送

既 存 設 備 や 使 用 形 態 に 応 じ た 各 種 カ ス タ マ イ ズ に 対 応 し て お り ま す 。

例 ： サ ー モ ビ ュ ー ア 計 測 デ ー タ 統 合 機 能 、 Ｔ Ｊ 温 度 計 算 ・ 異 常 検 出 機 能 、 Ｄ Ｂ 転 送 等

※用途に応じハード ・ ソフト共にカスタマイズ可能。

(*1) 各計測地について、 通電期間中の平均値
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